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RTG PRASKOVA DIFRAKCE

PANALYTICAL EMPYREAN, PANALYTICAL X'PERT PRO MPD

RTG praskova difrakce je rychla nedestruktivni fyzikdlni metoda slouzici k provadéni rutinni strukturni a fazové analyzy

krystalickych latek, stanoveni krystalinity nanokrystalickych material(i a velikosti ¢astic. RTG praskovou difrakci Ize pfi pouZiti
vysokoteplotni/reakéni komory pouzit ke véem vysSe uvedenym analyzam za zvySené teploty a/nebo tlaku plynu a navic také
kin-situ monitorovanitermicky indukovanych reakciv pevné fazi a reakci pevna faze-plyn.

VYSTUPNI INFORMACE

>

>

>

>

TYPY VZORKU

identifikace krystalickych fazi
kvantitativni fazova analyza
stanoveni obsahu amorfni faze
strukturni analyza praskovych vzorku
uréeni velikosti ¢astic

urceni stredni velikosti koherentnich domén (MCL)

stanoveni residualniho stresu v (nano)materialovych vzorcich

monitorovani a uréeni strukturnich/fazovych transformaci
v nestandardnich podminkach (zvysena teplota, tlak plynu,
okolni atmosféra)

stanoveni teplotni dilatace materidld

> praskové (nano)materialy

> objemové nanostrukturni materidly (maximalni parametry
vzorku: primér 140 mm, vySka 64 mm, vaha 2 kg) o
RTG praskovy difraktometr
> tenké filmy (Empyrean, PANalytical, B.V.)

PARAMETRY MERENI/PRISTROJE

kapalné vzorky (méreny v kapilare)

vyse uvedené typy na vzduchu nestabilnich vzorkd (méfeny
v ochranné Kaptonové fdlii)

0-6 Bragg-Brentanova parafokusujici geometrie (20 rozsah:

Intenzita (a.u.)

0-145°) e
> Co Ka zafeni (A = 1.79031 A)
> reflexni/transmisni usporadani . A_ﬁ J_ ﬁ L
> méfeni RTG difrakce pod nizkym uhlem dopadajiciho zafeni, | T l | | - ‘| T |‘
tzv. “Grazing incidence” (Gl) rezim 20 30 40 50 70 80 90 100
> rozptyl RTG zareni pod nizkym uhlem (SAXS) 20 COK )
> méFeni v rozsahu teplot 25 °C— 1200 °C Difrakéni zéznamvza kvgntltatlvm fazova analyza
> oxidacni (1200 °C)/inertni (1200 °C)/redukéni (900 °C) mereneho vzork
atmosféra/vakuum (1200 °C) Y v
> méreni v rozsahu tlakl 1 mbar — 10 bar DALSIINFORMACE NA VYZADAN
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